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Introducao ao método de Rietveld

Uma das principais técnicas de caracterizacdo de materiais é a analise de dados de difracéo de raios X. Fazendo
jus a uma analogia muito comum com um cédigo de barras, um difratograma de raios X apresenta um padrio
unico caracteristico de cada material. Este padrdo nada mais é que a colegdo de perfis de reflexdes das ondas de
raios X incidentes nos planos cristalinos, oriundas de interferéncias construtivas destas ondas. A principal e
amplamente reconhecida ferramenta usada para compreender estes difratogramas é o método de refinamento
Rietveld. O refinamento de Rietveld faz uso do método matematico de minimos quadrados para refinar os
perfis tedricos dos picos de difracdo até que esses perfis apresentem muito préximos dos perfis medidos. O
método de Rietveld tem se firmado como uma ferramenta poderosa em anélise quantitativa de fases e tem
sido extensivamente utilizado nas areas de ciéncia dos materiais, geologia, firmacos, polimorfos etc. Para
aplicacdo deste método, alguns aplicativos estdo disponiveis, sendo alguns pagos e outros gratuitos. Neste
minicurso sera ministrada uma introducéo a técnica de difracdo de raios X. Desta forma, esperamos que o
aluno possa ter o minimo de informacao necessaria para acompanhar os exemplos que serdo apresentados
usando o pacote de programas Fullprof, que é gratuito e muito util para realizar refinamentos de Rietveld. O
curso se destina a alunos de graduacio, mestrado e doutorado que tenham interesse em analises estruturais
e/ou quantitativa de fases.
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